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Nem tudo que esta conectado funciona...

E necessdrio verificar; é necessario testar!
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* A evolugao tecnoldgica no PACS impulsionada pela IEC 61850;
 Aimportancia da interoperabilidade;
* Beneficios dos LPITs:

— Custos de infraestrutura e sustentabilidade;

— Precisao e a nao saturacao;

— Seguranga.
* Tipos dos LPITs:

— TP: divisores R, C ou RC;

— TC: bobinas Rogowski ou medicao optica por efeito Faraday.
* Objetivos do trabalho:

— Demonstrar a efetividade do uso de LPITs e MUs;

— Testes em malha fechada com MUSs através de um LPIT simulado baseado
em bobinas Rogowski e divisores C.
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* As ferramentas de testes devem capazes de injetar/medir sinais
analdgicos, assim como publicar/assinar sinais digitais (GOOSE/SV).
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 Teste de MU com entrada low-level;
* Sincronizagao do sistema via PTP: a mala de testes foi GrandMaster;
*  Frequéncia nominal em 50 Hz;

* Configuracao da MU na 9-2LE, com taxa de amostragem de 4000 Hz (80
pontos por ciclo).
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* Primeiro setup:

— Sinais de low-level foram injetados na MU, e os SVs publicados foram
assinados pela mala de testes via conexao por fibra dptica;

— Arqguivos JSON foram utilizados para adequar o ganho de cada fase do
LPIT a entrada da MU;

— A mala de testes importou o arquivo JSON.




{

I

"Id": "FB1_NCIT Sensor"”,
"Settings": {
"RogoInduc”: 1378.34,
"RogoInducFac": 2808,
"RogoResis": 199.8,
"Rgolnv": "no",
"EFPCap™: 9.92894,
"ICorrection”: {
"fr58Phase":
"froBPhase”:
¥s
"WCorrection": {
"fr5@Phase": 8.8,
"fréBPhase": 8.8
35
"SBProlID": "none",
"RogoTempCoe": [6,8,8,0,8,1],
"EFFTempCoe": [8,0,0,8,8,1]
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V(s [1700kv  [s5140v  [23.48kv
v2(s7) [1700kv  [5140v  [23.48kV
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1(51) [400kA  [309.1mV |91.87kA

12(51) [400kA  [308.1mV  |91.87kA
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MNom. Freq.: |60Hz +~ | Cable
Temperature: ,W iz Default b
Resist./km 58.00 Q/Km
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Capac./km 51.00 nF/Km
Length 0,100 m
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* Segundo setup:

4

— A mala de testes injetou 100 V e 5 A no Low Power Adapter de forma
qgue a MU indicasse valores nominais de V e | (100 KV Ph-N e 500 A);

— Foram definidos os ganhos para a injecao de sinal low-level
diretamente na entrada da MU utilizando a mala de testes.
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* Em ambos os setups:

— Variacao de amplitude, angulo, frequéncia e conteado harmonico.
Sendo observado o comportamento da MU;

— As respostas foram similares entre os dois setups.
* Testes de linearidade:

— Vinjetada: variou de 10 V RMS a 200 V RMS;
— linjetada: variou de 250 mA RMS a 20 A RMS;
— Injecoes de V e | baseadas nos valores nominais de 100V e 5 A;

— Foram estabelecidas as variagoes de 0,1 a 2 vezes o valor nominal de
V, e de 0,05 a 4 vezes o valor nominal de corrente.
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* A malade testes mostrou as formas de onda de V e | e monitorou a MU,
assinando os frames SV:

— Precisao de amplitude e angulo;
— Supervisao dos eventos de falha de rede;

— Analise estatistica (tempo entre frames, tempo de digitalizacao e
status de sincronizagao);

— Verificagao dos campos do frame SV.
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- Report

SVID: SIPMod2MU103

Maximum number of subsequent emors set: 0

Maximum number of emors per second set: 0

Maximum number of subsequent emors registered at end of test: 0
dof test: 0

Emor
- Statistics
NCIONES
No. of Samples: 431

Avg: 1,287 ms
Max- 128
= between

o S me
v

Frames SVs...

SVID: SIPMod2MU103
DstMAC: 01:0C:CD:04:00:00
SrcMAC: B4:B1:5A:13:93:57
VLANPrioriy: 4

VLANID: 0

APPID: 16385
SimulationBit: 0

ConfRev: 10001

SmpSynch: 2

SynchSourceld (Optional): TRUE; SynchSourceld: 64:4C:69:FF:FE:3C

NCns: 8
NASDUs: 1
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Conclusoes

* Vantagens dos LPITs:
— Seguranga;
— Alta linearidade;
— Imunidade a saturagao;
— Dimensoes e peso reduzidos;
 Testes em malha fechada, com analises importantes:
— Formas de onda SV: erros de amplitude e angulo;
— Supervisao de eventos de falha de rede;
— Analises estatisticas(tempo entre frames, tempo de digitalizacao e status
de sincronizag¢ao).
* Osresultados obtidos foram satisfatorios e demonstraram a confiabilidade
das tecnologias aplicadas.
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